
摘要：利用在室温和高温下的栅控恒压电晕充电,常温电晕充电后经不同温度老

化 处 理 后 的 表 面 电 位 衰 减 测 量 , 及 开 路 热 刺 激 放 电

(ThermallyStimulatedDischarge,TSD) 研 究 了 正 负 充 电 后

PTFE(Polytetrafluoroethylene)多孔薄膜驻极体的电荷储存稳定性 .PTFE 多孔

膜 ,PTFE 非 多 孔 膜 (TeflonPTFE) 和

FEP(TetrafluoroethylenehexafluoropropyleneCopolymer)非多孔膜(TeflonFEP)间的

电荷储存稳定性的比较研究也已进行.通过等温退极化程序,对上述三种薄膜驻极

体的电荷储存寿命(有效时间常数)τ进行了定量估算.结果指出:在有机驻极体材料

中,对正负充电后两种极性驻极体样品的 PTFE多孔薄膜驻极体均呈现最优异的

电荷储存稳定性,尤其是在高温条件下.通过扫描电镜(SEM)对这种新结构的氟聚

合物驻极体材料的突出电荷储存能力和结构根源也已初步讨论.


